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内容概要

　　全书分上下篇，上篇主要介绍了数字VLSI结构化测试方法、数模混合信号电路测试方法、设计验
证技术和集成电路测试标准等内容，下篇重点介绍了数字／模拟／数模混合信号等三种类型集成电路
测试系统和集成电路测试验证系统等内容，并特别关注了以SOC测试、基于DFT测试、RAM测试为主
要特点的新类别测试系统和基于标准总线集成电路测试系统的发展，《现代集成电路测试技术》可作
为从事微电子测试和设计工作的研究人员、技术人员，以及准备进入该领域的管理人员的学习和培训
教材，也可作为高等院校相关专业师生的教材和参考书。
　　全书按集成电路测试原理和集成电路测试设备划分为上、下篇。
根据现代集成电路测试技术发展和专业测试需求，上篇主要介绍数字VLSI结构化测试方法、数模混合
信号电路测试方法、设计验证技术和集成电路测试标准；下篇重点介绍数字／模拟／数模混合信号等
三种类型集成电路测试系统和集成电路测试验证系统，同时特别关注了以SOC测试、基于DFT测试
、RAM测试为主要特点的新类别测试系统和基于标准总线集成电路测试系统的发展，并安排了测试系
统计量和自动分选机／探针测试台两个专题。
　　《现代集成电路测试技术》可作为从事微电子测试和设计工作的研究人员、技术人员，以及准备
进入该领域的管理人员的学习和培训教材，也可作为高等院校相关专业师生的教材和参考书。
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